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1.はじめに
高次元平均ベクトルに対する検定問題を考える．すなわち，独立な n個の p次元確率変数ベク

トルX
(1)
p , . . . , X

(n)
p に対して µp = E(X(i)

p )とするとき，

H0 : µp = 0 versus H1 : µp 6= 0. (1)

を検定することを考える．高次元データ (n ≤ p)の場合，伝統的な検定方法である Hotellingの検
定統計量による方法は使用できない．そのため，Bai and Saranadasa (1996), Srivastava (2009), Chen
and Qin (2010)などによって，高次元データにも対応できる検定統計量が提案されており，(n, p)
が共に大きくなる場合のそれらのH0における漸近分布も同時に導出されている．しかしながら，

漸近分布の導出の際には，母共分散行列Σp = Var(X(i)
p )に対して強い条件 trΣ4

p = o{(trΣ2
p)

2}が
要求される．実際，Σpが Compound Symmetryの構造 (1 − ρ)Ip + ρ1p1T

p , 0 < ρ < 1を持つ場合
や，Σpの最大固有値が O(p−α), α > 1/2で与えられる場合にこの条件は満たされない．加えて，
Fujimoto et al. (2010)では，先行研究における各統計量のH0の下での漸近分布の形状はΣp の固

有値構造に依存して変化することが示されている．実際に検定を行う際に，これらの点は問題で

ある．そこで，本報告では，漸近分布がΣpに依存して変化しないような検定統計量を提案する．

2.モデルと提案する検定統計量
Srivastava (2009)と同様に，以下のモデルを考える：

X(i)
p = µp + CpZ

(i)
p , i = 1, . . . , n．

ここで，Cp は p × p行列であり，Z
(i)
p = (zi1, . . . , zip)T とする．また，zij は独立な確率変数で，

E(zij) = 0, E(z2
ij) = 1および E(z4

ij) = γ < ∞を満たすものとする．高次元データにおける漸近
理論を考えるために，次の条件を仮定する：条件 A. n = n(p) → ∞ as p → ∞.
今，上記の検定問題 (1)に対して次の検定統計量を考える：

Tn,p = trXT
n,pMnXn,p．

ここで，Xn,p = (X(1)
p , . . . , X

(n)
p )T であり，Mnは次の条件 Bを満たすような n × n対称行列と

する．条件 B. Mn = (mij), mij ≥ 0, mii = 0, 1T
nMn1n 6= 0, trM2

n 6= 0, trM4
n = o{(trM2

n)2}. こ
のとき，条件 Aおよび Bの下で，H0における Tn,pの漸近正規性が導かれる．すなわち，この漸

近正規性は，条件 Bを満たすような行列Mnを適当に与え，それを用いて検定統計量を構成する

ことによって達成される．詳細は当日報告する．
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